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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) 及

び財団法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 C 5005-2：2010 
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品質評価システム－ 
第 2 部：電子部品及び電子パッケージのための 

抜取検査方式の選択及び活用 
（統計的工程品質限界の評価手順） 

Quality assessment systems－ 
Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of  

electronic components and packages 
 

序文 

この規格は，2007 年に第 1 版として発行された IEC 61193-2 を基に，技術的内容及び対応国際規格の構

成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

製品の高い品質水準を達成するためには，品質を安定させ，品質水準を監視し，更に，工程改善を進め

るために，製造工程での重要特性の全数検査及び統計的手法を利用した工程管理が必要である。 

抜取検査は，工程管理が効果的に機能しているかどうかを検証するための一つの手段である。 

今日の電気機器及び電子機器に用いる製品の品質水準は，不適合品ゼロ又はそれに近い品質水準を期待

されている。不適合品ゼロに近い品質水準を抜取検査だけで評価することは，検査コストの不当な増加に

つながるため，製造工程での効果的な工程管理と合格判定数（合格許容不適合数）ゼロの抜取検査とを組

み合わせることが必す（須）である。 

この規格は，不適合品の流出を防ぐための適切な工程管理の下で製造された電子部品，電子パッケージ

及び電子モジュールの検査のための抜取検査システム及び方式を提供する。 

注記 この規格が提供する抜取検査システムは，JIS Z 9015-1 を基にして，製造業者だけでなく，顧

客又は第三者機関が最終製品の検査に用いることができる。 

 

1 適用範囲 

この規格は，電子機器及び電気機器用電子部品，電子パッケージ及び電子モジュール（以下，製品とい

う。）の検査に適用する。この規格は，合格判定数（合格許容不適合数）ゼロ (Ac＝0) を前提として，サ

ンプルの選定及び手順の基準を含む計数値抜取検査方式について規定する。 

この規格による合格判定数ゼロの抜取検査は，抜取検査の前に不適合品ゼロの品質水準を目標とした適

切な工程管理の下に製造する製品の検査に適用する。 

さらに，この規格は，信頼水準 60 %における統計的工程品質限界（以下，SVQL という。）の期待値の

算出方法を提供する。特に，この方法は，供給業者の工程管理の有効性を検証するために用いることがで


